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1. Razbes da técnica

z

A anélise das formas de superficie ¢ uma
questdo importante principalmente para o sector
industrial no controlo de produg@o por forma
expedita. -

A técnica apresentada, de facil montagem,
tem as seguintes caracteristicas:

i) medigdo sem contacto;

if) velocidade — o sistema pode ser de-
senvolvido de modo a acompanhar o
ritmo de produgdo;

iii) afinac@o facil para varia¢des de sen-
sibilidade entre grandes limites (nor-
malmente do decimetro ao micro-
metro);

iv) aplicacdo a superficies ndo Opticas;

v) anélise absoluta de formas ou a sua
comparagdo com uma superficie de
referéncia real ou modelo matema-
tico;

vi) registo global, isto é, a informacio
¢ captada de uma s vez para toda a
superficie e ndo ponto a ponto;

vii) resultado apresentado com diferencgas
de cota em relagdo a um modelo, quer
pontual quer globalmente — técnica
de Moiré — e no caso do modelo
ser uma superficie plana, o resultado
virdA como a topografia absoluta da
superficie em estudo;

vili) possibilidade de montagem em trans-
missdo, aplicavel a objectos ndo
opacos com variagdes localizadas
de indice de refracgio — estudo de
fase.
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Como 4areas de aplicacdo podemos realgar,
no sector industrial, a referida utilizagdo no
controlo de qualidade,” quer na linha de pro-
ducdo (uma vez que ndo necessita que as
superficies tenham acabamento &ptico), quer na
metrologia laboratorial. Nesta, depois de uma
analise global mais grosseira, pode-se detalhar
em pormenor a topografia de areas reduzidas,
com uma simples seleccdo de maior sensibi-
lidade.

2. Montagem: utilizada
A montagem base (Fig. 1) consiste num

sistema de producdo de franjas de interferéncia,
utilizarido um interferémetro de Michelson,
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Fig. 1 — Esquema de montagem.

usando-se como fonte de luz um laser de
He-Ne de 15 mW, com o feixe expandido
de 1 para cerca de 25 mm de didmetro.

As franjas, cujo espacamento é ajustavel
por actuagio nos espelhos dos bragos do inter-

ferometro (E1 e E2), sdo projectadas sobre a



superficie em estudo (SU), no caso com um
angulo de aproximadamente 45 graus em
relacio 4 normal. A recolha de imagem ¢
feita fotograficamente.

O estudo documentado (Fig. 2) refere-se
ao estudo da superficie de um segmento de

Fig. 2 — Projecgdo de franjas de interferéncia sobre a
superficie de um segmento de um pistdo de um motor.

um motor de combustdo interna em que 0
espagamento entre franjas utilizado foi de
7 micrometros ¢ a area de cerca de 1 mili-
metro quadfado, gue no caso da montagem
utilizada estaria perto do limite pratico para
méxima sensibilidade.

A anélise da imagem foi ainda feita ma-
nualmente, tendo dado como resultado a
deteccdo de micro-rugosidades locais com pro-
fundidades até cerca de 5-6 micrometros com
base na geometria da projec¢do indicada
na Fig. 3.

Fig. 3 — Geometria da montagem.

3. Melhoramentos previstos

Estdo previstos diversos melhoramentos a
introduzir na técnica bésica exposta:

i) Utilizacdo da técnica holografica para
a reconstrucgio dos feixes —ja ensaiada
e com excelentes resultados. Foi obtida
uma grande estabilidade da montagem,
tornando-a mais facil de inserir num
ambiente industrial.

Fig. 4 — Pista condutora em cobre de um circuito
1mpresso.

ii) Processamento da imagem — com um
sistema video de aquisicdo de imagem
com digitalizagdo, que permitird uma
operagdo em tempo real do sistema
sem as demoras a que a técnica foto-
grafica comporta.

iii) [Este sistema permitird o tratamento
digital das imagens recolhidas, pen-
sando-se conseguir a sua completa
automatizacio.
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